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30 horas de trabajos prácticos de laboratorio

Programa Práctico

Profundizar en el conocimiento de los diferentes tipos de materiales existentes, su síntesis así como la caracterización
estructural de los mismos.

Objetivos

* Introducción a los materiales: su importancia en la Tecnología actual. Naturaleza físico-química.

* Formación y crecimiento cristalino: cristalización.

* Síntesis de materiales: métodos de crecimiento de monocristales, métodos de preparación de películas delgadas.

* Métodos de caracterización estructural de materiales: técnicas de análisis térmico, microscopía electrónica,por
efecto tunel, de fuerza atómica, difracción de Rayos X, electrones y neutrones, radiación sincrotrón, métodos
espectroscópicos (UV-visible, IR, Raman).

*Aplicaciones a materiales avanzados: semiconductores, superconductores, conductores iónicos, polímeros y
composites, materiales cerámicos, metales y aleaciones.

Programa de Teoría

Programa Básico

Métodos de síntesis y crecimiento cristalino (fusión, solución, CVD, láser...). Aplicación a materiales avanzados.
Métodos de purificación-cristalización. Defectos cristalinos y su control. Métodos de caracterización estructural de
materiales. Difracción de R-X, electrones y neutrones, radiación sincrotrón, métodos espectroscópicos (UV-visible, IR
y Raman). Estudio estructural de los principales materiales avanzados: semiconductores, superconductores,
conductores iónicos, polímeros y composites, materiales cerámicos, metales y aleaciones.

Presentación

Examen escrito.

Evaluación

CALLISTER, W.D. "Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los materiales", Ed. Reverté, 1995
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FARMER V.C. “The infrared spectra of minerals”,
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